NORME | CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60776
STAN DARD Premiére édition

First edition
1983-01

AN

|

rs logiques
Expressio oft f logic analyzers

&

Expression des propriétés\d

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60776: 1983



https://iecnorm.com/api/?name=7c83cafb5f981994eccc68a2ac5ffd85

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consoclidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-

porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validité cJe la présente publication

Le contenu |technique des publications de la CE! est
constamment revu par la CE! afin qu'il reflete 'état
actuel de lajtechnique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de |la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseigrements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux|en cours entrepris par le comité technique

qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications [tablies, se trouvent dans les docum
dessous:

e «Sitg web» de la CEI*

e CataJogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour
réguliérement
(Catalogue en ligne)*

+ Bull¢tin de la CEI
Dispgpnible a la fois a
et comme périodigue

Terminols
et littérad

En ce qui cg
se reporter
technique In

Pour les s§
et les signes
lecteur cons
utiliser en ¢
graphiques
compilationla 6
Symboles graph/ques pour schemas

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

;is kept

Buring that

nfirmation
alogue.

technical
ibn, as well
und at the

Published yearly with regular update
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* ahd
as a printed periodical

or

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are rpferred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols
approved by the IEC for general use, r¢aders are
referred to publications IEC 60027: Letter kymbols to
be used in electrical technology, \|EC 60417: Graphical
symbo/s for use on equ1pmenf /ndex :

and signs

Graph/ca/ s ymbo/s for d/agrams.

*

See web site address on title page.


https://iecnorm.com/api/?name=7c83cafb5f981994eccc68a2ac5ffd85

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL

CEIl
IEC

60776

STAN DARD Premiére édition

First edition

1983-01

¥

yzers

ts reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized ir.
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by any means, electronic or mechanical,

procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo- including photocopying and microfilm, without permission in
copie et les microfilms, sans 'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

=__ — ——— . For price,

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX Q
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemayHapoanas -C_-Jilenrporexrmqecuaﬂ Homuceua Pour prix, voir catalogue en vigusur

see current catalogue


https://iecnorm.com/api/?name=7c83cafb5f981994eccc68a2ac5ffd85

— 2 — 776 © CET 1983

SOMMAIRE

Pages

PREAMBULE . . . . . . . . oo 4

PREFACE . . . . . . o o 4
Articles

1. Domaine d’application . . . . . . . . ... .. ... 6

2. 0bjet . . . . . 6

SECTION UN — DEFINITIONS

3. Termes généraux . . . . . . ... . ... ... ... AN N N I N 8

4. Termes relatifs au déclenchement . .. .. .. ... .., . . 8

5. Termes relatifs a 'acquisition . . . . ... ... ... .\ R N2 R ]

6. Termes relatifs a la représentation des données 18

SECTION DEUX — PRESCRIPTIONS GENERA

7. 20

8. 20

9. 22

10. 22

Il. 22

12. 22

13. 24

14. 24

15. & i g 24

16. (Conditio 26

17. Conditi£? g 26

28

28

28

28

28

30



https://iecnorm.com/api/?name=7c83cafb5f981994eccc68a2ac5ffd85

776 © 1 EC 1983 — 3 —

CONTENTS

Pages

FOREWORD . . . . . . . 5

PREFACE . . . . . . . 5
Clause

Lo Scope . . . . . e 7

2. Object . . ... 7

SECTION ONE — DEFINITIONS

3. Genegalterms . .. ... ... .. ... ... \ 9

4. Terms related to triggering . . . . . . ... .. ... ...... ) NEA N - 9

5. Terms related to acquisition . . . ... ............ ) .13

6. Terms related to data representation . .. ... ... .. . oYLl 19

SEcTION TWO — GENERAL TEST REQ

7. General . ............ .. ... .. .C .21

8. Statement of limits of errors . . . . 21

9. Performance to be verified and che: 23

10. Combinations of mainframe with plug-i 23

11.  Condjtions for test location 23

12. Typeftests ... ...........\. . N .23

13. General conditions for té 25
14. Stanjard values and rang 25
15. Preparation for tests 25
16. Partidular conditio 27
17. Refergnce co c@a ns 27
JREE — TEST PROCEDURES
18. Sensifivity ~. .\, -\ NN T .29
19. Maxi A N .29
20, Set-up tme. 0N\ L M .29
21. Holdi T N e s v e e e e .29
22. Glitch re ON\ . . . ., .29
FIGURES [ S/ . N .30

INDEX OF TERMS


https://iecnorm.com/api/?name=7c83cafb5f981994eccc68a2ac5ffd85

— 4 — 776 © CET 1983

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXPRESSION DES PROPRIETES DES ANALYSEURS LOGIQUES

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CE1 en ce qui concerne les questions tethni ¢ par des Comités
d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces qdest i ns.Ja plus grande
mksure possible un accord international sur les sujets examinés.
2) Chs décisions constituent des recommandations internationales et sont{agréee 5 Comités natio-
ngux

3) Dhns le but d’encourager 'unification internationale, la C E I exprime le v : tionaux adoptent
; gsure itjons nationales le
nte doit, dans la

mité d’Etudes

en 1980. A la
oumis a I'ap-

faveur de la

Lles Co
pulflication:

Hongrie

Italie

Japon
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Suéde

Espagne Union des Républiques
Etats-Unis d’Amérique Socialistes Soviétiques
France
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EXPRESSION OF THE PROPERTIES OF LOGIC ANALYZERS

FOREWORD AN

1) The formpal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical
the Natipnal Committees having a special interest therein are represented, express, as nedr
consensys of opinion on the subjects dealt with.

2) They haye the form of recommendations for international use and they are accepséd by the
sense.

3) In order|to promote international unification, the I E C expresses the wish/fhatal\National Cothmittees sho

the text ¢f the I E C recommendation for their national rules in so far as natienal condifionswi
between fthe I E C recommendation and the corresponding national pu
in the lajter.

This standard has been prepared by Sub-Co

Committ¢e No. 66: Electronic Measuring Equipment.
Drafts were discussed at the\meetimgs he d in 1978 and in Palo-Alto in 1980. As

of this lafter meeting, a dra B(Central Office)19, was submitted to the )
Committges for approvp S1X Rule in June 1981

The National @m ollowing rountries voted explicitly in favour of
tion:

Austri

Netherlands
New Zealand
Poland
South Africa (Republic of)
Spain
Sweden
Union of Soviet
Socialist Republics

which all
national

ittes in that

uld adopt
fivergence
indicated

echnical

a result
National

publica-

1lLanaa Il e TZ° 1

rrongary ULHRLU N IITEGOIL

Italy - United States of America
Japan
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EXPRESSION DES PROPRIETES DES ANALYSEURS LOGIQUES

1. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux analyseurs logiques décrits au paragraphe 3.1. Seules
“quelques procédures d’essai sont requises afin de vérifier le bon fonctionnement d’un
analyseur logique. Les éléments caractéristiques, tels que la possibilité de déclenchement et la
représentation des données, sont des opérations exécutées intérieprement en utilisant des
circuils logiques numerniques. Les representations sont des pseudoformes d’onde$ ou de mots;

?\Z&;\me le deman-

de telles représentations n’exigent pas de techniques de mesures(élabofée
derait un signal analogique représenté par un oscilloscope.

2. Objet

Etablir des méthodes uniform

s logiques et
plus particuliérement :

icables a ces

; des d’essai nécessaires pour la vérification de la
appareils ayec celles qui sont déclarées ou spdcifiées par le

antes.ont)été utilisées dans la préparation de cette nofme:

2 I: Expression des qualités des oscillographes |cathodiques,
3 CEI: Expression des qualités de fonctionnement des|équipements

-1 de la CEI: Techniques des impulsions et appareils, Premiére partie:

i0n 469-2 de la CEI: Deuxiéme partie: Mesure et analyse de impulsions,

Aarntdarats A 1
COTSTOCT ATTUTES ECIICT aTUST
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EXPRESSION OF THE PROPERTIES OF LOGIC ANALYZERS

1. Scope

This standard applies to logic analyzers as described in Sub-clause 3.1. Only a few test
procedures are required to verify the proper operation of a logic analyzer. Features such as
triggering capability and data formatting are operations performed internally using digital
logic circuitry. Display representation are of pseudo-waveform or formatted word displays;

such

oscilloscope display.

This standard does not apply to signature analyzers.

2.  Object

Tq

particularly:

— g

— to specify condition

R¢ ference@
The following publiez

displays do not require elaborate analogue measurement technigues, aS\wduld an

EC Publication 469-2: Part 2: Pulse Measurement and Analysis, General Cg

101S.

d more

ratus;

gssion of the Properties of Cathode-ray Oscillgscopes,
pression of the Functional Performance of Electronic Neasur-

: Pulse Techniques and Apparatus, Part 1: Pulse Terms and

nsider-
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SECTION UN — DEFINITIONS

Pour les besoins de la présente norme, il a été convenu d’attribuer a certains termes la
signification indiquée dans les articles ci-dessous.

3. Termes généraux

3.1 Analyseur logique

Instrument orienté vers les analyses de matériel et de logiciel servant a capter les signaux
logiques en temps réel avec, comme référence, un cas de déclenchement, et 4 représenter ces
signaux de différentes fagons. Ses qualités primordiales sont son aptitude 4 enregistrer a
partir d’une simple voie (mode «série») ou simultanément & partjx de plush%;s( voies (mode
paralléle) et & reproduire les signaux captés avant et/ou apré éclegchement.

4. Termes relatifs au déclenchement

4.1 |Cas de déclenchement

Evénement ou série d’événements qui cortrolet onisent 1’acdquisition des
; i nternes, étre
dérivée intérieurement du signal d’entrée o p e de déclen-

chement.

4.2 |Reconnaissance de mot

hux logiques
onnaissance

Présence ou absence d’un
acquis par 'analyse
de mot survient.

4.3 |Indifférent

Con
reconnaissa

ins le cas de

ant étre ren-

Condition suivant laquelle le mot spécifié déclenchera la reconnaissance de|mot.

4.6 Déclenchement «si faux»

Condition suivant laquelle tous les mots seront reconnus, excepté ceux qui seront spéci-
fiés.

Note. — Le déclenchement «si faux» est quelquefois appelé «Non», en opposition au déclenchement «si
vrain.

4.7 Reconnaissance de mot synchrone

Procédé dans lequel la reconnaissance de mot se fait quand le mot sélectionné est validé
pendant le front de 'horloge qui est en phase avec ce mot.
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3.

3.1

4.1

42

43

4.4

SECTION ONE — DEFINITIONS

For the purpose of this standard, the special meanings contained in the following clauses
shall apply.

General terms

Logic analyzer

An instrument, oriented to hardware and software analysis, used to acquire logic signals in
real time wrth respect to a trlgger event, and to represent those srgnals in various ways.

Primary features—are the ability to record from-a-single channe simulta-
neou and/or
after| the trigger event.
4. Terms related to triggering
Trigder event
signals.
The e signal
pattg
Word
Th 1 in the
logia sic ‘qnaly bkigger event may be generated If word
recognition occurs.
Don’t care
The condi Je S S gnal on a given channel is ignored for the purpose
of word recognit
be met
1al may

4.5

4.6

4.7

False trigger

The condition under which any word except the one specified will cause word recog-
nition.

Nore. — False trigger is sometimes referred to as “Not”. This is the opposite of True trigger.

Synchronous word recognition

A process in which word recognition occurs when the selected word is true at the transition
of a clock that is phase-related to that word.
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4.8 Reconnaissance de mot asynchrone

Procédé dans lequel la reconnaissance de mot se fait lorsque le mot est rencontré.

4.9 Aléa

Impulsion plus étroite que le critére de durée minimale d’impulsion.

49.1 Déclenchement sur aléa

Un cas de déclenchement est généré si un aléa apparait sur une ou plusieurs voies spécifiées
par 'opérateur.

Note. — Un déclenchement sur aléa peut étre utilisé seul ou en combinaison avec la Teconnaissance de mot.

49.2| Filtre d’aléa

Moyen d’éviter le déclenchement sur un aléa.

Note. — Un mot doit étre présent pendant un intervalle minimal rég recohingissance de mot

puisse survenir.

4.10 | Déclenchement séquentiel

En cas de déclenchement séquentiel, le crie d’événe-
ments.

ion), comptage
hs précités.

4.11 | Mots de déclen
Recherche

constitu? le

Eux pouvant

4.12

basse limites pour l'intervalle sont présélectionnées. |L’apparition
I'intérieur de I'intervalle constitue un cas de déclenchement.

4.13| Entrée dgclenchement externe

T fgein : 14 Aialanabhomaent—ani—act ) S ey tAEialy + K1
I AILIVG PU Ul Uil Olsllal VL ULVIVIIVIIVIIIVIIL \.i Ul VOl UUVIIU Al 1C urcmcn A2 1 analyseur

logique.

4.14 Déclenchement manuel

Cas de déclenchement provoqué par commande manuelle.

4.15 Déclenchement forcé

Intervalle présélectionné aprés lequel un cas de déclenchement sera forcé s’il n’est pas déja
apparu.
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4.8  Asynchronous word recognition

A process in which word recognition occurs when the selected word occurs.

4.9 Glitch

A pulse narrower than the minimum pulse duration criterion.

49.1 Glitch trigger

A trigger event is generated if a glitch occurs on one or more operator specified chan-
nels.

Note. — A glitch trigger may be used alone or in combination with word recognition. S~

4.9.2 Glitch filter
A means of avoiding triggering on a glitch.

Notd. — A word should be present for a minimum selectable interval be ccur.

4.10 Seguential triggering

In sequential triggering, the trigger event js ts.

Not¢. — The sequence may include word 1e elay), time

delay, or combinations thereof.

4.11 OR’d word recognitio

e trigger

ny word

A input for a trigger signal that is obtained external to the logic analyzer.

4.14 Manual trigger

A trigger event caused by a hand-actuated control.

4.15 Time out

A pre-set interval after which a trigger event will be forced if one has not already
occurred.
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4.16 Déclenchement ignoré

Intervalle présélectionné durant lequel un cas de déclenchement ne sera pas reconnu.

4.17 Signal de sortie déclenchement

Signal, en relation avec le déclenchement, qui est disponible extérieurement.

4.18 Prédéclenchement

Mode de déclenchement qui arréte de capter les données quand le cas de déclenchement
survient.

Note. — Le déclenchement peut étre séquentiel (voir paragraphe 4.10). VAN

4.19 | Postdéclenchement

Mode de déclenchement qui commence a capter les dof le Cas ,>déclenche—

ment survient.

Vote. — Le déclenchement peut étre séquentiel (voir paragraplfe

5. Termes relatifs a Pacquisition

5.1 Acquisition

me une unité séparée, qui transmet les signqux d’entrée
seur logique. La sonde peut étre passive ou activg, unique ou

e presentée en condition de fonctionnement par I'analyseur logique 4 la source de

Note: T < ¢ NICe el d'unc capaciie conneciees en paralléle,
produisant une impédance équivalente.

5.4 Tension d'entrée maximale

5.4.1 Sans dégradation

Tension au-dela de laquelle 'exactitude de I'instrument peut étre altérée.

54.2 Sans dommage

Tension au-dela de laquelle I'instrument ou la sonde peut étre endommaggé.
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4.16 Time in

A pre-set interval during which a trigger event will not be recognized.

417 Trigger output signal

A signal, time-related to the trigger event, which is externally available.

4.18 Pre-trigger

A triggering mode which stops capturing data when the trigger event occurs.

Note. — Triggering may be sequential (see Sub-clause 4.10).

AN

419 Popt-trigger

Notd. — Triggering may be sequential (see Sub-clause 4.10).

5. Terms related to acquisition

5.1  Acgquisition

The process by whi
levgl and recorded.

5.2 Prope <d>
An input devi

cirdui
gro

5.3 Inp

anglyzer to jgnal source.

Notg.

A triggering mode which starts capturing data when the trigge oC

IS.

afice is the load presented under operating conditions by

ted at a discrete instant to a threshold

from the
ingle or

he logic

" The impedance is represented by the values of a resistor and a capacitor, connected in pargllel, which

produce an equivalent impedance.

5.4 Maximum input voltage

5.4.1 Without degradation

The voltage beyond which the accuracy of the instrument may be impaired.

5.4.2 Without damage

The voltage beyond which the instrument or probe may be damaged.
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5.5 Seuil

Tension présélectionnée a laquelle les signaux d’entrée sont comparés.

Note. — Toute tension d’entrée qui est plus positive (ou moins négative) que la tension de comparaison est
enregistrée en mémoire comme un niveau logique haut. Toute tension d’entrée qui est moins positive (ou
plus négative) que le seuil est enregistrée comme un niveau logique bas.

5.5.1 Sensibilité

Amplitude minimale requise pour qu’un signal soit détectable 4 une durée de signal
spécifiée (voir figure 1, page 30).

5.5.2 Seuil de mode double S~

Mode dans lequel chaque voie a deux seuils présélectionnés a els les\sigaux d’entrée
peuvent étre compares.

5.5.3| Seuil de mode mélange

Différentes valeurs de seuils sur des voies séparé hies.

5.5.4| Seuil variable

Niveau de seuil qui peut étre

5.5.5| Plage de seuil

ve et la plus

5.5.6

désirée (voir

5.6

enl’synchrone

1 les signaux logiques d’entrée sont acquis (échantillonnés) en phase avec

Netel — D’aprés les informations disponibles aux détecteurs de seuil, la représentation des signjux est mise en
Temoire par ce qui ¢st communement appele «I horloge exiericure».

5.6.1 Horloge

Mode dans lequel un signal est utilis€ pour provoquer P’échantillonnage des signaux
d’entrée 4 un certain instant.

5.6.2 Fréquence maximale de I’horloge

Fréquence maximale possible a laquelle les données peuvent étre acquises, généralement
exprimée en hertz.
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5.5 Threshold

A pre-selected voltage to which input signals are compared.

Note. — Any input voltage that is more positive (or less negative) than the threshold voltage is recorded as a logic
high value in memory. Any input voltage that is less positive (or more negative) than the threshold is

recorded as a logic low.

5.5.1 Sensitivity

Minimum required voltage swing for a signal to be detectable at a specified signal duration

(see Figure 1, page 30).

5.5.2 Dual que threshold

AN

A mode in which each channel has two pre-selected threshoids agai
may be compared.-

5.5.3 Mixed mode threshold

Different threshold settings on separate channels or grov

5.5.4 Vhriable threshold

A threshold voltage which can be

5.5.5 Threshold range

All values between the most positive~an
vallies.

5.5.6 Threshold<§r
The differerice

voltage (see

Notp <~ /Based updn the information available at the threshold detectors, the representation of the sign

whic}h'n\pt t signals

pegative selectable threshold voltage
input comparison voltage and the desired {hreshold

ut logic signals are acquired (sampled) in phase-relation to these same

hls is stored

5.6.1 Clock

A signal used to cause the input signals to be sampled at some instant in time.

5.6.2 Maximum clock rate

The maximum valid rate of data acquisition, usually expressed in hertz.
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5.6.3 Temps d’établissement

Intervalle durant lequel les données doivent étre présentes et stables, avant I'horloge, pour
assurer que les données soient prises en compte (voir figure 2, page 30).

Note. — 11 est possible d’avoir des valeurs négatives pour le temps d’établissement.
5.6.4 Temps de maintien

Intervalle durant lequel les données doivent étre présentes et stables, aprés I'horloge, pour
assurer que les données soient prises en compte (voir figure 2).

Note. — 11 est possible d’avoir des valeurs négatives pour le temps de maintien.

5.6.5 Qualification des données

Moyen permetiant a 'utilisateur de Specilier 1es GONIKES d CHICEIStreET:

5.6.6| Qualificateur d’horloge

de valida-

5.7

£s) de fagon

est stockée en

5.7.1

plusieurs voies,

5.7.2

5.7

inimale d’impulsion (DMI) est la plus étroite impulsion pouvan{ étre détectée
e certitude. DMI = (1/vitesse d’horloge) + k, ou k est une cohstante speci-

5.8 Capacité de mémoire

Nombre maximal de mots mémorisables séquentiellement.

5.9 Longueur des mots de la mémoire

Nombre de voies d’entrée a partir duquel les signaux d’entrée sont enregistrés dans la
mémoire.

Note. — Vitesse maximale de I'horloge, capacité de mémoire et longueur des mots de la mémoire peuvent étre
interdépendants.
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5.6.3 Set-up time

The interval during which data shall be present and stable before the clock to ensure that
the data will be acquired (see Figure 2, page 30).

Note. — It is possible to have negative values for set-up time.

5.6.4 Hold time

The interval during which data shall be present and stable after the clock to ensure that the
data will be acquired (see Figure 2).

Note. — 1t is possible to have negative values for hold time.
5.6.5 Data qualification

A means which allows the operator to specify the data to be recorde/df\

5.6.6 Clgck qualifier

A|means by which data acquisition occurs only if certain exte
true|at the clock transition.

5.7 Asynchronous mode

A|mode in which input logic signals are acquirgd (sample endx system
undgr test.

Note| — Based upon the information available at the thre déte e  is stored

5.7.1 Resolution

The minimum detectable interval between . trans .
Note i ¢ i ile intéryal. For two or more channels, this uncgrtainty is

5.7.2 Sk
T]

573 Sa
T

breainty.

5.8 Memory depth

The maximum number of sequentially storable words.

5.9 Memory width

The number of input channels from which input signals are stored in memory.

Note. — Maximum clock rate, memory depth and memory width may be interdependent.
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5.10 Détection d’aléas

Détection des aléas.

5.10.1 Détecteur d’aléas

CEI 1983

Mécanisme pour capter les aléas avec lequel un aléa détecté est traité comme une
impulsion dont la largeur est d’un intervalle d’échantillonnage (voir figure 3, page 31).

5.10.2 Mémoire d’aléas

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Térmes relatifs a la représentation des données

Mémoire séparée qui enregistre les aléas détectés.

Représentation des données

Traitement et présentation sous différents formats

Note. — Les données peuvent étre présentées sur un tube cathediqueéqui pes,
Iui étre extérieur. Pour les termes se rapportant ay
CEIl

artig/de 'analys

Frat de l'instrument

avec d’autres représe

q aison de ces modes.

b

Les états logiques des voies de données d’entrée aux instants d’échantillonna

pur logique ou

tube cathodique,Se référer a la Publication 351-1 de la

htations ou

comme une

b temps ou

Etats (X).

¢ successifs

sont représentés sous forme tabulaire.

Note. — L’état logique peut étre représenté en notation binaire, octale, hexadécimale, décimale, ISO 7-Bit (ASCII)

ou mnémonique.

Carte

Les états logiques sont représentés sur une matrice de fagon que Pactivité du
Putilisateur soit identifiée par des modéles uniques.

systéme de

Note. — Une forme de carte décrit chaque mot logique enregistré comme un point séparé dont la position verticale
est proportionnelle a la moitié du mot de plus fort poids, et dont la position horizontale est proportion-

nelle & la moitié du mot de plus faible poids.
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5.10  Glitch recognition

5.10.1

Detection of glitches.

Glitch latch

5.10.2  Glitch meMory

6. Termq related to data representation

6.1 Data representation

Note.|— Data could be represented on a cathode-ray tube (CRT) displz

6.2 Instrument set-up

6.3

6.4

6.5

6.6

Priocessing and presentation of the recorded data in vagio

Infernal set-up information repress
as almenu, or some combination t

Timipg diagram
The representation of xe ] % d timing relationships as a pseudo-w4

(see |Figure 3).

Grap
A

Note.

Statd

sampie:

A separate memory for recording detected glitches.

to the logic analyzer. For terms related to a CRT displa

other formats, or sey

hic forma

on (XY) of specified data, timing, or other facto

ts state magnitude (Y) as a function of state sequence (X).

X

Altabular fo

A logic device for capturing glitches in which a detected glitch is treated as a pulse that is
one sample interval wide (see Figure 3, page 31).

external

arately

veform

Ccessive

of representing the logic states of the input data channels at each su

mnemonic notation.

Map

Note. — The logic states may be represented in binary, octal, hexadecimal, decimal, ISO 7-Bit (ASCID), or

A matrix format for presenting logic states so that the user system activity can be identified

by unique patterns.

Note. — One map form portrays each stored logic word as a separate dot, with the vertical position of the dot

proportional to the most significant half of the word, and the horizontal position proportional to the least

significant half of the word.
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6.7 Identification

Fournit 'information pour identifier la donnée enregistrée.

Note. — Par exemple le numéro de voie, le groupe de voie ou le numéro de ligne.

6.8 Mode de comparaison

Mode dans lequel des signaux nouvellement acquis, enregistrés en mémoire, sont compareés
a une mémoire de référence.

Note. — Les différences entre les deux signaux peuvent étre présentées ou détectées.

6.9 Mode de recherche

Présentation des données qui sont associées a une fonction mots.

6.10 | Curseur

Marque faite par une ligne, une zone, une donngée,
représentation afin d’identifier un emplacement spé

ifiés, sur une

Note. — Un mode de lecture extéricur simultané, en rela Reut Aussi étre regrésenté.

SECTION DEUX — PRE O ERALES POUR LES ESSAIS

méthodes d’essai seront conformes a la Publi¢ation 359 de
ntes sont fondées sur la Publication 359 de 19 CE I

I’erreur de fonctionnement (qui s’appliquent dans les conditiong assignées de

8.2 Les limites de I’erreur intrinséque (qui s’appliquent dans les conditions de référence) peuvent
étre spécifices. En I'absence d’indication, ces limites sont considérées comme étant égales a
celles de I’erreur de fonctionnement.

8.3 Les limites de l'erreur d’influence peuvent étre spécifiées. Il est particuliérement utile d’indi-
quer ces limites quand une grandeur d’influence ou une caractéristique d’influence est la
cause d’une partie importante de I'erreur de fonctionnement. Il est peut-étre aussi intéressant
d’indiquer que certaines conditions d’environnement ont un effet négligeable sur erreur de
fonctionnement.

8.4 Les limites de variation peuvent étre spécifiées lorsque cela est explicitement permis dans la
présente norme.
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6.7 Labels

Provide information to identify the recorded data.

Note. -— For example, channel number, channel group or line number.

6.8 Compare mode

A mode in which newly acquired signals stored in memory are compared to a reference
memory.

Note. — Differences between the two signals may be displayed or detected.

6.9 Search mode

Diisplays data that matches a search word setting.

6.10 Cursor

Al marker made as a line or as an intensified zone, data
identtify a specified location.

ation to

Note] — A simultaneous readout related to the cursor may al

SECTION TWO — G .5 EQUIREMENTS

7. Genenal

Ggneral t@c

follgwing data i§

edures will conform to I E C Publication 359. The
ublication 359.

8.1 Limits o ihg error (which apply under rated operating conditions) shall be $tated.

8.2 Limits of intrinsic error (which apply under reference conditions) may be stated. In the
absence of a statement, they are considered to be equal to the limits of the operating
error.

8.3 Limits of influence error may be stated. It is particularly useful to state these limits when one
influence quantity or influencing characteristic causes an important part of the operating
error. It may also be of interest to state that certain environmental conditions do not
contribute to the operating error.

8.4 Limits of variation may be stated when this standard explicitly permits it.
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9. Caractéristiques devant étre vérifiées et contrélées
On doit effectuer les essais décrits dans cette norme afin de vérifier que les caractéristiques

fonctionnelles sont conformes a celles qui sont spécifiées par le constructeur. Les méthodes
d’essai sont données a la section trois.

10. Application a I’ensemble constitué par un chéssis de base et des tiroirs

out qui doit
aux articles
suivants. Lorsqu’un autre tiroir est mis en place, le nouvel ens A pnt satisfaire
aux prescriptions relatives aux erreurs et aux variations.

11. [Conditions relatives au lieu des essais

t étre main-

700 mbar a

ces.

critionnées ci-dessus ne soient pas confondues avec celles qui sont indiquées
es conditions de référence.

12.

12.1 "Tes essais speécilies dans les paragraphes suivants sont des essais de type applicables aux
analyseurs logiques qui seront étudiés aprés la publication de cette norme et qui sont préts a
servir, c’est-a-dire avec les enveloppes et accessoires, si nécessaire, en place.

12.2 Lors des essais de type, chaque analyseur logique doit étre soumis a chacun des essais décrits
dans la présente norme ou ils sont applicables, et aux autres essais agréés entre le construc-
teur et I'utilisateur.

12.3  En général, les vérifications des limites d’erreur doivent étre effectuées au moyen d’instru-
ments qui n’apportent pas d’erreur appréciable (ou qui n’apportent qu'une erreur pouvant
etre calculée) sur les valeurs a mesurer. En principe, les erreurs sur les mesures effectuées avec
ces instruments sont négligeables par rapport aux erreurs a déterminer.
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9. Performance to be verified and checked

10.

11.

12.

12.1

12.2

12.3

The tests described in this standard are to be performed in order to verify compliance with
the manufacturer’s stated data. Test procedures are given in Section Three.

Combinations of mainframe with plug-ins

When a mainframe can accept one or more plug-in devices, the assembly comprising the
given plug-in devices and the mainframe itself is considered as a whole and shall comply with
relevgnt requirements for errors and variations, as stated in the foll ﬁgsr.\When
another plug-in device is substituted, the new assembly shall also ¢ glevant
requirements for error and variations.

Condlitions for test location

Unless otherwise specified in the § 10ns shall be maintajned in

the tgst location:
— temperature within the range of
— 14d

— the logic analyzer
qhiency. <>

Note. |— The value
conditions)

nd fre-

eference

Type

The i i ' - i i alyzers
which are developed after publication of this standard and are ready for use, that is, with
covers and accessories, if necessary, fitted.

When carrying out type tests, each logic analyzer tested shall be subjected to each of the
tests laid down in this standard, as applicable, and also other tests as agreed between
manufacturer and user.

In general, measurements for verification shall be carried out with instruments which do not
appreciably (or only calculably) affect the values to be measured. In principle, the errors in
measurements made with those instruments should be negligible in comparison with the
errors to be determined.
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12.4 Lorsque les erreurs des instruments ne sont pas négligeables, la régle suivante est

applicable:

— si, avec un analyseur logique, la limite d’erreur admise sur une caractéristique fonction-
nelle est de +e% et que le constructeur utilise pour sa vérification un appareil qui
entraine une erreur de mesure de +n%, I’erreur obtenue avec Pappareil vérifié doit rester
dans les limites +(e —n)%;

— si l'utilisateur vérifie le méme analyseur logique a I’aide d’un autre appareil qui entraine
une erreur de mesure de +m%, il n’a pas le droit de refuser I'analyseur logique si son
erreur apparente sort des limites +e% mais reste dans les limites + (e + m)%.

13. |Conditions générales d’essai

14. (Valeurs et domaines normaux des

14.1| Les valeurs ou les domaines de
domaines limites de fonctionnemz

14.2

15.

15.1

Les essais sont effectués dans les conditions indiquées dan art l>ci-aprés et
suivant accord entre les parties pour la combinaison de
valeurs maximales des erreurs de fonctionnement.

entrainer les

: ssignés et les
¢ et de transport pour toutes les grandeurs
dans une des catégories d’utlisation I, II
E 1. Toutes valeurs faisant exception a celles

A 'une des catégories de domaines de forictionnement
environnement et 4 une autre catégorie pour l¢s conditions
¢la soit indiqué clairement par le constructeur.

ées
; 8’1l y a lieu, sont effectués suivant les instructions du constructelur.

15.2  Avant la mise en service, 'analyseur logique doit étre en équilibre avec la température et
I’humidité de I’air ambiant.

15.3 L’analyseur logique doit alors étre alimenté sous la tension assignée pendant un temps égal a
celui de la durée d’échauffement préalable indiquée par le constructeur.

En I'absence d’indication, cette durée est de 1 h.

15.4  Aprés la durée d’échauffement préalable, des réglages supplémentaires peuvent étre effectués
au moyen des organes de commande prévus a cet effet, suivant les directives du construc-

teur.
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12.4

13.

14.

14.1

14.2

15.

15.1

15.2

153

154

When the error of the instrument is not negligible, the following rule shall apply:

— if a logic analyzer is claimed to have a limit error +e% for a given performance
characteristic and the manufacturer uses for its checking an apparatus resulting in an
error of measurement of +n%, the error being checked shall remain between the limits
t(e-n)%,;

— likewise, if a user checks the same logic analyzer using another apparatus resulting in an
error of measurement of +m%, he is not entitled to reject the logic analyzer if its
apparent error exceeds the limits of +e%, but remains within the limits of
+(e + m)%.

GenerLl conditions for test purposes

below i ;%eed
betwgen manufacturer and user, under that combination of hich\ mlay be

expecled to result in the maximum operating errors.

Standard values and ranges of influence

use \a he limit ranges of opefation,
storage and transport for all influenceqt be stated and shall be selected py the
manufacturer from one of the usage Gro Clause 6 of I E C Publicatign 359.
Any gxceptions to the valugs given there s icitly and clearly stated by the mapufac-
turer with an indication tha :

The feference values or ranges, the

condifions an stated

The Jogic an@ ( group of rated ranges of use for environmental
by thg manufactu

re performed, the following conditions shall apply:

Adjystndents, if>any, shall have been performed according to the manufacturer’s irllstruc-
tions.

Before being switched on, the logic analyzer shall be in equilibrium with the temperature
and humidity of the ambient air.

The logic analyzer shall be operated at the rated value of supply voltage for a period equal
to the warm-up time as indicated by the manufacturer.

In the absence of any indication, this period shall be 1 h.

After the warm-up time, further adjustment may be made by means of the appropriate
controls in accordance with the manufacturer’s instructions.
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Les organes de commande doivent étre réglés et les valeurs des signaux doivent étre
appliquées aux circuits d’entrée, comme il est indiqué en téte de chacun des articles appli-

cables.

L’absence d’indication pour la position de 'organe de commande signifie que ce dernier

peut étre place a toute position appropriée. L’absence d’indication pour le signal signifie
qu’aucun signal n’est appliqué.

Conditions de référence

Le tableau ci-aprés donne une liste des grandeurs d’influgfic
fonctionnelles sélectionnées pour les essais des analyseurs logi
ont ét¢ empruntées a 'article 6 de la Publication 359 de la

TABLEAU

Conditions d réff’f?nce
LN\ N

kci"actéristiques
eur

ﬂu tableau 1

AN

de 'air ambja

Grandeurs ou Tolérances [admises
e s N sur les valeurs
cardzrg:;grlllsctrllcé:es ou *absence de référnence
sont indi d’indication pour les [essais
Température ambiyxt‘s\ L~ 20 °C, 2§\, © \&\6/ 20 °C +2°C
Humiditeé relatﬁi\ N 45% 4 75%

\)}1,3 kPa (1 013 mbar)

Pressin}gque <
(altity
\\/

Valeur assignée

+ 1% courant ¢
ou courant al
(valeur efficac

+2% courant a|
(valeur de cré

bntinu
ernatif

)

tesnatif

€)

équ&ce Mon
alternative §’alimentation

Valeur assignée

+19

Forme d’ande de 1a

Différence entre

la

tension alternative
d’alimentation

Sinusoidale

valeur efficace
et la tension

de créte: +1%

VT

Résidu alternatif de la
tension continue
d’alimentation

Valeur indiquée
par le constructeur

Neégligeable
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16. Particular conditions

The controls shall be set, and signals applied to the input, as indicated at the head of each
of the applicable clauses.

When no indication is given for a control setting, the control may be set to any suitable
value. Unless otherwise specified, no signal is applied.

17. Reference conditions

Fagr purposes of tests on logic analyzers, a selection of influence q
characteristics with their reference values and/or ranges is given in
been|taken from Clause 6 of I E C Publication 359

a}dﬁl‘huence
yal =§have

TaBLE 1

Reference conditigns

ferenc nd&ons/ <\> \> Tolerance on

Influence quantities reference values
or influence When the referen: +he 3 ermitted for
characteristics cond1 s are S pel
1cate d ofNadication testing purposes
Ambient temperature 20 RX‘K 25\\,\2\< \’26 °C +2°C

Ambient air relative
hymidity

s O X W“ o0 o
+1% for d.c.
a.c. r.ms.

Supply voitage Rated value

45% to 75%

+2% for a.c. peak

X
Freque ﬁc.\\/ Rated value 1%

supply

Difference between
/2 times the rm.s.
value and peak values
to within +1%

Waveform of a.c.

supply voltage Sinusoidal

Ripple content of

d.c. voltage Value given by

the manufacturer Negligible
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SECTION TROIS — PROCEDURES D’ESSAIS

Pour chacun des essais suivants, les résultats doivent é&tre a lintérieur des limites des
spécifications données par le constructeur.

18. Sensibilité

Se référer a la figure 1, page 30. Utiliser un générateur de signaux et un signal d’horloge
appropne pour les analyseurs logiques synchrones réduire la valeur créte a créte du signal
jusqu’a ce que la donnée soit acquise av ibilité.

Note. — 1l peut étre nécessaire de faire varier la tension du seuil pendant cg
peut étre influencée par la fréquence du signal.

¢, la sensibilité

19. |Fréquence maximale d’horloge

blissement et [de maintien
Eeifications max]males de la
augmentée, vérifidr avec sireté
d¥ehantillonnage requjse, jusqu’au
les conditions requiges de temps

20. |Temps d’établissein

Utilisex les (g brrespondent
ala ﬁ‘@ ¢s — dont un
ayant un'fets ou égal aux

déterminer a

21. 4

igns du temps
d’établissement sont maintenues, faire varier le temps de maintien pour détermjiner a quelle
valeur fanalyseur Iogique nie pourra plus capter Ie signal d entree.

22 Deétection d’aléa

Utiliser un générateur approprié pour obtenir un signal correspondant a la figure 3,
page 31. Pendant que P'on fait décroitre la durée de I'impulsion jusqu’a la valeur spécifiée
pour Panalyseur sous essai, vérifier que I’aléa est acquis avec sécurité. L’'impulsion doit étre
en accord avec les conditions d’amplitudes requises.
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